Prace se zabyva analyzou fluktuaci tunelového proudu v skenovaci tunelovaci mikroskopii (STM). Je
studovana dynamika atomi Sn na povrchu Si (111) 7x7 za pouziti ¢asového zaznamu tunelového
proudu. Z jeho zpracovani jsou ureny doby, po které atom Sn setrvava v rliznych oblastech ptlcel
povrchové rekonstrukce. Déle jsou studovany jednotlivé modelové typy ruseni tunelového proudu, které
maji vliv na pfesnost provedené¢ho experimentu.
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